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本发明涉及一种全液晶汽车仪表耐久测试

记录分析方法，连接MCU芯片和MPU芯片并进行耐

久性测试；MCU芯片与MPU芯片实时记录己方与对

方的工作状态，异常发生时，通过MCU芯片与MPU

芯片的记录内容分析异常原因。本发明方法可以

实现当耐久测试时重启或者黑屏问题发生时，实

时记录仪表状态并用于故障分析。
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1.一种全液晶汽车仪表耐久测试记录分析方法，其特征在于，包括：

连接MCU芯片和MPU芯片并进行耐久性测试；

MCU芯片与MPU芯片分别实时记录对方的工作状态，异常发生时，通过MCU芯片与MPU芯

片的记录内容分析异常原因。

2.根据权利要求1所述的全液晶汽车仪表耐久测试记录分析方法，其特征在于，MCU芯

片和MPU芯片的连接包括常规耐久性测试所需的物理连接和电性连接以及MCU芯片和MPU芯

片之间心跳连接。

3.根据权利要求2所述的全液晶汽车仪表耐久测试记录分析方法，其特征在于，通过所

述心跳连接，MCU芯片每隔一段时间发送串口通讯信息至MPU芯片，MPU芯片返回自身状态信

息至MCU芯片，若连续多个心跳周期MCU芯片均未收到MPU芯片的返回消息，则判定MPU芯片

异常并将异常信息进行记录存储。

4.根据权利要求3所述的全液晶汽车仪表耐久测试记录分析方法，其特征在于，通过所

述心跳连接，MCU芯片每隔2秒发送串口通讯信息至MPU芯片，MPU芯片返回自身状态信息至

MCU芯片。

5.根据权利要求3所述的全液晶汽车仪表耐久测试记录分析方法，其特征在于，若连续

3个心跳周期MCU芯片均未收到MPU芯片的返回消息，则判定MPU芯片异常并将异常信息进行

记录存储。

6.根据权利要求1所述的全液晶汽车仪表耐久测试记录分析方法，其特征在于，所述

MCU芯片与MPU芯片分别实时记录对方的工作状态，包括：MPU芯片实时记录MCU芯片对MPU芯

片的供电状态并存储。
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一种全液晶汽车仪表耐久测试结果记录分析方法

技术领域

[0001] 本发明涉及硬件测试技术领域，具体涉及一种全液晶汽车仪表耐久测试结果记录

分析方法。

背景技术

[0002] 目前，汽车全液晶仪表一般会进行耐久测试，如高温耐久测试，低温耐久测试，长

时间运行耐久测试等，对于汽车仪表耐久测试结果的检测一般是一定时间以后人员查看仪

表的最终状态来确认仪表的耐久测试结果，而如果汽车仪表在耐久测试过程中出现重启，

或者黑屏以后又恢复的情况，这时从最终的仪表状态无法得知这种异常的中间状态，无法

保证耐久测试的可靠性。

[0003] 根据目前全液晶仪表的硬件架构，一般为MCU芯片+MPU芯片架构，MCU端主要负责

功能逻辑处理，MPU主要负责画面显示和一部分功能逻辑处理。所以通过理论上的可能性分

析，一般在耐久测试中造成汽车仪表重启或者黑屏的原因主要为以下几个方面：

[0004] 1.全液晶仪表硬件问题。硬件元器件选品质量有问题，在耐久测试中会有所损坏。

硬件损坏以后一般会维持黑屏状态。

[0005] 2.MCU应用层功能逻辑存在问题。全液晶仪表一般通过MCU芯片控制对MPU供电，达

到IGN  OFF时的低功耗，耐久测试中有可能MCU供电存在问题，造成黑屏或者仪表重启。

[0006] 3.MPU系统层或者应用层功能逻辑存在问题。MPU分为Linux系统层和应用层，当系

统层或者应用层存在功能逻辑问题时，也可以造成黑屏或者仪表重启。

[0007] 针对上述3点可能原因的分析，当耐久测试时重启或者黑屏问题发生时，实时仪表

状态记录成了目前迫切需要解决的问题。

发明内容

[0008] 本发明针对现有技术中存在的技术问题，提供一种全液晶汽车仪表耐久测试结果

记录分析方法，以实现当耐久测试时重启或者黑屏问题发生时，实时记录仪表状态。

[0009] 本发明解决上述技术问题的技术方案如下：一种全液晶汽车仪表耐久测试记录分

析方法，包括：

[0010] 连接MCU芯片和MPU芯片并进行耐久性测试；

[0011] MCU芯片与MPU芯片实时记录己方与对方的工作状态，异常发生时，通过MCU芯片与

MPU芯片的记录内容分析异常原因。

[0012] 进一步的，MCU芯片和MPU芯片的连接包括常规耐久性测试所需的物理连接和电性

连接以及MCU芯片和MPU芯片之间心跳连接。

[0013] 进一步的，通过所述心跳连接，MCU芯片每隔一段时间发送串口通讯信息至MPU芯

片，MPU芯片返回自身状态信息至MCU芯片，若连续多个心跳周期MCU芯片均未收到MPU芯片

的返回消息，则判定MPU芯片异常并将异常信息进行记录存储。

[0014] 进一步的，通过所述心跳连接，MCU芯片每隔2秒发送串口通讯信息至MPU芯片，MPU
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芯片返回自身状态信息至MCU芯片。

[0015] 进一步的，若连续3个心跳周期MCU芯片均未收到MPU芯片的返回消息，则判定MPU

芯片异常并将异常信息进行记录存储。

[0016] 进一步的，所述MCU芯片与MPU芯片实时记录己方与对方的工作状态包括：MPU芯片

实时记录MCU芯片对MPU芯片的供电状态并存储。

[0017] 本发明的有益效果是：本发明主要解决在全液晶仪表耐久试验过程中，无法记录

和知晓试验过程中仪表重启或者黑屏后恢复的仪表状态异常，而发明的仪表MCU和MPU芯片

互相进行异常监督和异常状态存储的方法。

[0018] 本发明通过芯片互相监督的方法，给全液晶仪表耐久测试提供更准确的试验通过

与否的一项重要依据。通过软件方法进行记录，简单易用。

附图说明

[0019] 图1为本发明方法的逻辑实现示意图。

具体实施方式

[0020] 以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述，所举实例只用于解释本发明，并

非用于限定本发明的范围。

[0021] 本发明主要针对全液晶汽车仪表耐久测试过程中，通过针对MCU芯片和MPU芯片互

相监控的方法，对MCU芯片或者MPU芯片一方异常时，另一方可以实时记录和保存对方的异

常状态和发生的时间次数，为全液晶仪表耐久测试过程中黑屏或者重启恢复状态进行记录

和分析。

[0022] 具体实现方式如下：

[0023] 1 .MPU端通过应用层小程序对MCU端对自身MPU芯片的电压，供电和断电情况等供

电状态进行实时的记录，并将日志存储于自身硬盘之中，实时监督MCU供电状态。由于全液

晶仪表一般通过MCU芯片控制对MPU供电，达到IGN  OFF时的低功耗，耐久测试中有可能MCU

供电存在问题，造成黑屏或者仪表重启。因此通过MPU实时监督记录MCU的供电状态，当出现

黑屏或仪表重启时，可以通过分析MPU端记录的日志文件得到问题出现的原因。

[0024] 2 .MCU端跟MPU端通过心跳连接来实时监督双方系统状态。心跳连接方法可以多

样，例如MCU端每间隔2秒发送串口通讯信息给MPU芯片，MPU芯片返回自身状态信息。如果连

续3个心跳周期MCU都没有收到MPU回消息，则认为MPU系统异常，记录保存异常信息在

EEPROOM存储芯片之中。参考图1。MPU返回的自身状态信息可以仅为0/1标志信息，用于标志

MPU是否则正常工作，亦可以返回工作电压、刷新频率等信息。

[0025] MPU分为Linux系统层和应用层，当系统层或者应用层存在功能逻辑问题时，也可

以造成黑屏或者仪表重启。通过心跳连接，MCU可以实时的获取MPU的工作状态，当出现黑屏

或仪表重启时，可以通过分析MCU端记录的日志文件得到问题出现的原因。

[0026] 通过耐久试验后，通过读取EEPROOM和MPU芯片中的存储日志信息分析，是否在耐

久测试中，仪表有异常状态发生。并通过日志分析，判定异常发生时，为MCU端问题还是MPU

端问题。

[0027] 本发明主要解决在全液晶仪表耐久试验过程中，由于MCU和MPU芯片本身不具备异
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常日志记录功能或因为掉电宕机导致异常日志无法及时保存等因素，使得无法记录和知晓

试验过程中仪表重启或者黑屏后恢复的仪表状态异常，而本发明的仪表MCU和MPU芯片互相

进行异常监督和异常状态存储的方法，给全液晶仪表耐久测试提供更准确的试验通过与否

的一项重要依据。通过软件方法进行记录，简单易用。

[0028] 以上所述仅为本发明的较佳实施例，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和

原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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图1
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